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	Oktatási cél: Szilárd felületek kémiai összetételének meghatározására alkalmas korszerű műszeres módszerek elméleti alapjainak megismerése és gyakorlati alkalmazása.
	
	

	Ismeretkörök (heti bontásban):
1. Elektron spektroszkópia. XPS (ESCA) - Röntgensugár fotoelektron spektroszkópia.

2. Elektronspektroszkópiai folyamatok értelmezése. A fotoelektron kinetikus energiája és a kötési energia közti kapcsolat. Kémiai eltolódás, XPS spektrumok szögfüggése. 

3. Fotoelektron-spektrométerek felépítése, mûködése. UPS-UV-fotoelektron spektrosz-kópia (vegyértékelektronok vizsgálata).

4. AES-Auger elektron spektroszkópia. Az Auger elektron keletkezése. KLL (LMM, MNN) átmenetek. AES és XFS közti kapcsolat. 

5. Szilárd felületek quantitatív analízise. Mélység - profil vizsgálat AES-módszerrel.

6. Ionspektroszkópia. SIMS - szekunderion tömegspektroszkópia. Szekunderion emissziós modellek. Impulzusátvitel ütközési kaszkádokban. Ionporlasztás (sputtering).

7. Szekunderion-hozam, porlasztási-hozam, ionizációs hatásfok. SIMS berendezés felépítése, pozitív és negatív SIMS spektrumok felvétele és értelmezése. Implantált és diffúziós profilok meghatározása, in situ adszorpciós vizsgálatok, szegregációs vizsgálatok. 

8. RBS - Rutherford visszaszórás (ionometria). Elméleti alapok: csatornahatás, ionpályák blokkolása, kritikus szög, randomizáló folyamatok. Nagyszögû Rutherford visszaszórás elve. Szórási folyamat és energia spektrum csatorna- és randomirányú belövés esetében. 

9. RBS berendezés felépítése, gyakorlati alkalmazások. Felületek kémiai összetételének meghatározása. Rétegszerkezetek vizsgálata. Mélységprofil vizsgálat.

10. Elektron diffrakció. LEED - kis energiájú elektronok diffrakciója. Elméleti alapok, a szórás geometriai értelmezése. LEED készülék felépítése, gyakorlati alkalmazások.

11. Felületi krisztallográfia meghatározása, katalizátor vizsgálat. 

12. Rezgési spektroszkópia. IR-spektroszkópia. Reflexiós, reflexiós-abszorpciós módszerek. 

13. Emissziós FT-IR spektroszkópia elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazásának lehetõségei.

14. FT-Raman spektroszkópia alapjai és alkalmazásának lehetõségei a felületvizsgálatban. SERS - Felület-erõsített Raman spektroszkópia.

15. EELS - Elektron energia veszteségi spektroszkópia. A veszteségi spektrum eredete, értelmezése. Az energia veszteségi spektrométer felépítése. Gyakorlati alkalmazások.


	
	


	Felhasznált tankönyvek:


	

	Hallgató egyéni feladat típusai:


	Vizsgakérdések, vizsgakövetelmények:
A vizsgatételek megegyeznek a heti bontásban szereplõ ismeretkörökkel.
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